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Аннотация. Доклад посвящен анализу проблем внедрения методов рассеяния нейтронов и синхротрон-
ного излучения для исследования структуры и свойств материалов. Рассмотрены задачи метрологического 
обеспечения и стандартизации прикладных нейтронных и синхротронных методов, предложены пути их 
решения и представлены аннотации конкретных проектных предложений. 
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Abstract. This report presents the analysis of the challenges of implementation of neutron scattering and synchro-
tron radiation methods of study of the structure and properties of materials. The challenges of metrological support 
and standardization of applied neutron and synchrotron methods are examined, solutions are proposed, and ab-
stracts of specific project proposals are presented. 
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Современные методы нейтронного рассеяния, 
а именно нейтронной томографии, стресс-ди-
фрактометрии, текстурной дифрактометрии и ма-
лоуглового рассеяния нейтронов, являются высо-
коэффективными методами неразрушающего 
контроля (НК) материалов. Во многих высокотех-
нологичных отраслях промышленности имеется 
значительная потребность в технологиях кон-
троля атомной и микроструктуры материалов 
и напряженно-деформированного состояния 
(НДС), которые могут быть реализованы на базе 
нейтронных методов. Практическое решение этих 
задач затруднено ввиду отсутствия современной 
нормативной базы и метрологического обеспече-
ния, что существенно ограничивает внедрение 
нейтронных методов НК в технологиях, относя-
щихся к сфере государственного регулирования. 
Кроме того, имеющееся научно-исследователь-
ская инфраструктура слабо ориентирована на ре-
шение задач промышленности. 

Для решения этих проблем в настоящее время 
разработан Отдельный научно-технический проект 
Союзного государства «Создание системы метроло-
гического обеспечения измерений параметров 
напряженно-деформированного состояния на базе 
нейтронной стресс-дифрактометрии» (Нейтронная 

метрология). В рамках проекта предлагается: со-
здать установку нейтронной стресс-дифрактомет-
рии (SD-1) с уникальными техническими и метроло-
гическими характеристиками на базе иссле-
довательского РК ПИК; разработать и аттестовать 
референтную методику измерения параметров НДС 
методом нейтронной стресс-дифрактометрии; раз-
работать средства и методы передачи единиц пара-
метров НДС средствам измерений и методикам из-
мерений; организовать работы по стандартизации в 
области средств и методов нейтронной стресс-ди-
фрактометрии. 

Дополнительно в настоящее время прорабатыва-
ется возможность применения комплементарных 
к нейтронным синхротронным методам путем со-
здания исследовательского комплекса на базе син-
хротронного источника «СКИФ», который должен 
будет включать в себя методы синхротронной томо-
графии и радиографии, стресс-дифрактометрии 
синхротронного излучения и рентген-флюоресцент-
ной спектроскопии. Приоритетной задачей, на ре-
шение которой направлено создание комплекса, яв-
ляется его использование для решения задач фор-
мирования метрологического обеспечения кон-
троля качества изделий и аттестации технологиче-
ских процессов аддитивных производств. 

  


